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摘要(译)

根据本发明的示例性实施例，微波断层摄影装置是测量被插入到介质容
器中的被摄体的微波断层摄影装置的装置，该介质容器包括：多个天
线，其位于介质容器中并且发送和接收电磁波;多个收发器，当从多个天
线中的一个天线发送的无线电波信号被多个天线的其余天线同时接收
时，测量从剩余天线接收的无线电波信号的强度和相位信息;控制器，使
用由多个收发器测量的值生成图像。
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